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SUPPORT4SME

Preshrani¢ni podpora zapojeni malych a strednich podniki do materialového
vyzkumu budoucnosti

Grenzuberschreitende Unterstutzung fur die Beteiligung von KMU an der
zukunftigen Materialforschung

Hlavni cil projektu
Hauptziel des Projekts

Rozvoj a Feseni spoleénych vyzkumnych témat a poskytovani sluzeb aplikovaného vyzkumu

Entwicklung und Bearbeitung gemeinsamer Forschungsthemen und Bereitstellung von
wissenschaftlichen Dienstleistungen.

Celkové naklady projektu
Gesamtkosten des Projektes
3.052.522,28 Eur

Leadpartner: Technicka univerzita v Liberci Partner projektu: Technische Universitat Chemnitz ==
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vytvari mezioborovou sit’ expertu, kteri podpori a implementuji inovace do malych
a strednich podniku

schafft ein interdisziplinares Netzwerk von Experten zur Unterstutzung und
Umsetzung von Innovationen in KMU

Nase sluzby Unsere Dienstleistungen
Environmentalni a toxikologické analyzy * Umwelt-und toxikologische Analysen
Fyzikalné-chemické, mechanické a * Physikalisch-chemische, mechanische und
technologické analyzy materiald technologische Analysen von Materialien
Vyvojové aktivity « Entwicklungstatigkeiten
Predavani odbornych zkugenosti do « Transfer von Fachwissen an die Industrie

pramyslové sféry
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FIB-SEM dual-beam elektronovy mikroskop s plasmovym fokusovanym svazkem
FIB-SEM Zweistrahl-Elektronenmikroskop mit fokussiertem Plasmastrahl

v

v

ANEERN

Zakladni parametry mikroskopu:
» Xe+ plasma FIB

»  Mikromanipulator

» Hlavni detektory:

Detektor sekundarnich
elektront SE

Detektor zpétné odrazenych
elektront BSE

Detektor umoznujici detekci
sekundarnich iontd
emitovanych v pribéhu
procesu FIBovani

Detektor STEM
Mikroanalyza EDS + EBSD

Grundlegende Mikroskop-Parameter
» Xe+-Plasma FIB
» Mikromanipulation

» Hauptdetektoren:

v
v

ANEERN

Sekundarelektronendetektor
BSE Detektor fur rickgestreute
Elektronen

Detektor zum Nachweis der
wahrend des FIB-Prozesses
emittierten Sekundarelektronen
STEM Detektor

Mikroanalytik EDS + EBSD
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Priklady siroké pouzitelnosti zafrizeni
Beispiele fur die breite Anwendbarkeit der Gerate

Moznost realizace pfesnych bezdeformacnich fezu Moglichkeit von prazisen, deformationsfreien Schnitten
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